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BADAWCZA
INCATYWA DOSKONALOSCH

Stanowisko do pomiaru oporu cienkich
warstw metoda czteropunktowa w
zewnetrznym polu magnetycznym

Opis techniczny:

Urzadzenie Nanometer 1.0 umozliwia pomiar oporu i charakterystyke
pradowo-napieciowa cienkich warstw metoda czteropunktowa w zakresie od
mOhm do MOhm. Mozliwe jest rowniez pomiar magnetooporu, poprzez
przytozenie matego pola magnetycznego 50 mT.

Nazwa handlowa: Stanowisko do pomiaru oporu cienkich warstw metoda
czteropunktowa w zewnetrznym polu magnetycznym

Wiecej szczegolow: /equipment/setup-for-measuring-the-resistance-of-thin-
films-u/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Szkudlarek Aleksandra

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
aleksandra-szkudlarek-7828.html
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Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materialow i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zesp6l: Zaktad Materiatéw Funkcjonalnych i
Nanomagnetyzmu

Data ostatniej aktualizacji: 28 kwietnia 2025 09:55
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2023
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
taczace inzynierie materiatowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

System nanoMeter moze by¢ uzywany do ogélnych pomiaréw rezystywnosci
przeznaczony gtéwnie do nanoprzewodéw i nanowarstw. Przyktada prad
elektryczny I do prébki w konfiguracji z czterema elektrodami i dokonuje
pomiaréw generowane napiecie V. Opor R jest nastepnie okreslany z prawa
Ohma: R = V/I. Rezystancje probki mozna zmierzy¢ w zewnetrznym polu
magnetycznym lub w okreslonych temperaturach.

Mozliwosci pomiarowe:

Maksymalny prad: Imax = 100 mA

Zakresy pradu: 100 mA, 10 mA, 1 mA, 100 pA, 10 pA, 1 pA, 100 nA, 10 nA
Zakres pomiarow rezystancji: [ImOhm do 1GOhm]

Zakresy napie¢: 2V, 1V,0,5V,0,25V, 0,125V, 1/16 'V, 1/32 V.

Najwyzsza mozliwa rozdzielczo$¢ napiecia: 2 nV

Zakres pradu magnesu: -0,5 Ado 0,5 A

Zakres pradu grzatki: -100 mA do 100 mA

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMIiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)



	Oferta Badawcza AGH
	Stanowisko do pomiaru oporu cienkich warstw metodą czteropunktową w zewnętrznym polu magnetycznym


